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(54) Bezeichnung: Fehlerkormrekturverfahren fiir einen faseroptischen Sensor und Me3vorrichtung

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Fehlerkorrekturver-
fahren fir einen faseroptischen Sensor bereitgestellt,
wobei das Fehlerkorrekturverfahren das Bereitstellen von
Rilckstreu-MeRdaten einer optischen Polymerfaser, das
Ermitteln eines gemessenen Streuprofils aus den Riick-
streu-Melidaten, das Bereitstellen eines Modells der opti-
schen Polymerfaser, wobei das Modell angepalit ist, einen
Zeitverlauf des Rilckstreuverhaltens der optischen Poly-
merfaser zu beschreiben, das Ermitteln des Zeitverlaufs
des Ruckstreuverhaltens anhand des Modells und das
Kompensieren des emittelten Zeitveraufs des Rick-
streuverhaltens umfalit.
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510 Bergitstellen von POF-Riickstreu-MeRdaten
|

520 Ermitiele gernessenes Str.euproﬁl

|

530 Modell filr POF-Strauverhalten

540  jErmittele Zeitverlaufs des Rickstreuverhaltens
|

550 Kempensiere Zeitverlauf




